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Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a 
zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma diplomové práce: 
 
Kvantitativní analýza matricových prvků metodami SIMS a LEIS 
 
Stručná charakteristika problematiky úkolu: 
Metoda hmotnostní spektrometrie sekundárních iontů (SIMS) obecně neumožňuje kvantifikaci 
koncentrace matricových prvků. Pro různé prvky matrice je třeba provést samostatnou kalibraci 
jinou vhodnou metodou. Cílem práce je vyvinout kalibrační postup, který by umožnil 
kvantitativní analýzu matricových prvků metodou SIMS. Kalibrace bude prováděna pomocí 
metody LEIS, která je v určitých případech považována za kvantitativní a může stejně jako 
metoda SIMS pracovat v modu hloubkového profilování. To umožní kvantitativně analyzovat 
hloubkové složení matricových prvků. 
Metoda SIMS současně umožní i analýzu stopových prvků. 
Cíle diplomové práce: 
1. Proveďte testovací experimenty s cílem vybrat vhodný typ vzorku pro koncentrační kalibraci 
metody SIMS metodou LEIS. 
2. Navrhněte experimentální postup umožňující kalibraci metody SIMS a aplikujte ho na 
vybraný systém. 
3. Diskutujte výsledky experimentů a porovnejte použité analytické přístupy. 
Seznam literatury: 
FRANK, L., KRÁL, J. Metody analýzy povrchů: iontové, sondové a speciální techniky, 
Academia, 2002. 
BENINGHOVEN, A. : Secondary ion mass spectrometry – basics concepts, instrumental 
aspects, applications and trends, John Wiley & Sons, NY, volume 86, 1987. 
WILSON, R. G. , STEVIE, F. A., MAGEE, C. W. Secondary Ion Mass Spectrometry – a practical 
handbook for depth profiling and bulk analysis, John Wiley, 1989. 
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